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概要

TOF-SIMSは元素分析と有機物・無機物の分子情報の解析が同時にできることや、イメージ分析が可能
なことから、試料中の着目成分の分布・浸透具合の解析に有効な手段です。
本資料では、シロキサン系のヘアケア剤を用いた毛髪の「断面および表面」と、毛髪の「表面」をイメージ
分析した結果を示します。毛先表面と根本表面のキューティクルには、成分分布状態に違いがあること
が確認できました。
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有機分子の分布をTOF-SIMSイメージ分析で比較
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毛髪のキューティクル表面の
成分分布を可視化

■サンプルの説明

①切断した毛先の断面と表面

②毛先表面
③根元表面

毛根

図1 毛髪の測定箇所 図2 ①毛先の断面と表面の光学顕微鏡写真

図3 TOF-SIMS測定結果

傷みの少ない「根元」では、キューテクルが傷んだ「毛先」に比べ平坦であり、シロキサンはキューテ
クルの間に分布していることがわかります。
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■結果

■まとめ

＊：「断面」にシロキサンの再付着の可能性があるため、有機物の骨格を壊しにくいスパッタイオン源であるGCIB（Gas Cluster
Ion Beam）を用いて表面汚染層を削った後の結果を示します。


